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摘要：提出了基于等厚干涉，明暗条纹形状与间距变化的的原理，通过观察相干光产生的干

涉条纹。精确测量出条纹形状变化，然后进行数据传输与处理，得出光学仪器的平整度。用

这种方式测量光学仪器表面平整度，有着高精度和简便的优点。 
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1 传感器设计背景和应用价值 

设计背景：制造业的发展，是逐步趋向于个性化满足用户需求的，与此同时，这种需求

则对检测对象和手段提出了新的要求，如对于家具、工件或 PCB 的表面平整度的检测。传统

的测量仪器测量速度较慢且维护成本高, 不适合在工业生产及日常生活环境中使用.为了提

高效率和降低成本，我们提出了一种基于等厚干涉原理的表面平整度传感器。 

应用价值：光学元件的生产过程控制：在制造光学元件（如透镜、棱镜等）的过程中，

需要保证其表面的平整度，以确保光学性能的稳定性和高质量。表面平整度传感器可以用来

监测和控制制造过程中的表面平整度，及时调整和优化生产参数，以提高产品质量。又如在

房屋装修收验时，可利用本装置进行墙面、天花板平整度的检测，也可对某些家具进行检测。 

2 创新点与优势 

传感器设计小巧便捷，通过电脑算法测量平整度，提高了测量精确度和测量效率，且本

身成本较低，能在工业生产中大量使用。 

3 实现方案简介 

3.1 设计原理 
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利用光的干涉来检测物体表面的平整度可以用一个标准平板在上方，待测平板在下方，

组成空气劈尖。如果待测平板表面不平整，产生的等厚干涉条纹就会发生弯曲。 

根据薄膜干涉的道理，可以测定平面的平直度．测定的精度很高，甚至几分之一波长那

么小的隆起或下陷都可以从条纹的弯曲上检测出来．若使两个很平的玻璃板间有一个很小的

角度，就构成一个楔形空气薄膜，用已知波长的单色光入射产生的干涉条纹，可用来测很小

的长度． 

3.2 设计方法 

首先，传感器内部主体由两块玻璃成一定夹角形成空气劈尖，在劈尖上方设有光源与扫

描仪，当光源发出光线，并在劈尖上发生干涉，形成明暗条纹。这时扫描仪对条纹进行扫描，

并将数据通过网络或蓝牙连接传输给电脑，最后由电脑分析计算，得出光学仪器表面的平整

度。 

3.3 实验验证过程 

在实验过程中，设光源发出光的波长为 a,当光线在劈尖上发生干涉时，若仪器表面不

平整，则会观察到条纹有不同程度的弯曲。通过扫描仪扫描并传输数据得出条纹的弯曲半径

为 b,条纹间距为 c，在空气劈尖中，若仪器平整，则条纹间距为为 a/2，由此计算可得出仪

器平整度为Δe=(b/c)·a/2. 
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